Wplyw pél elektromagnetycznych oraz ich ekranowania na
jakos¢ nasion marchwi

Celem badan byto okreslenie wptywu pél elektromagnetycznych i ich ekranowania na jako$¢ na-
sion marchwi. Wykonano urzadzenie z trzema sektorami emitujacymi pola elektromagnetyczne:

E” - sektor emitujgcy promieniowanie elektromagnetyczne z przewagg sktadowej elektrycznej,
EM” — sektor emitujgcy promieniowanie elektromagnetyczne bez dominacji jego sktadowych,
.M” — sektor emitujacy promieniowanie elektromagnetyczne z przewaga skladowej magnetycznej.

Wartosci natezen tych pol znajduja sie w publikacji. Pola generowane przez urzadzenie w row-
nolegtym eksperymencie byly ekranowane ekranem ADR TEX, opartym na kompozytach, w
ktorym sktadowa elektryczna pola elektromagnetycznego absorbowana jest przez rozproszona
wode w matrycy dielektrycznej na rézne sposoby. Kompozyty wykazuja duza stratnosc dielek-
tryczna i ekranujg pola elektryczne w zakresie czestotliwosci od ~ 0,01 Hz do ~ 100 kHz.

Kietkowanie i wigor nasion oceniano w 20° C w ciemnosci. Analize mykologiczna przeprowa-
dzong za pomoca gtebokiego zamrazania blottera. Ekspozycja nasion na promieniowanie z
przewaga sktadowej elektrycznej i promieniowania elektromagnetycznego bez dominacji skta-
dowych potaczone z ekranowaniem za pomoca ADR TEX (E + ADRTEX i EM + ADR TEX) zwiek-
szyto energie kietkowania nasion i zdolnos¢ kietkowania w poréwnaniu do tych zabiegéw bez
ekranowania i kontroli. Odsetek nieprawidtowo chorych siewek w zabiegach z ekranowaniem
pol elektromagnetycznych z ADRTEX (E + ADRTEX, EM + ADRTEX i M + ADR TEX) byt znacznie
nizszy niz w zabiegach bez ekranowania i z kontrola.

Oznaczenia do wykreséw: C - kontrola, E - pole elektryczne, EM - pole elektromagnetyczne,

M - pole magnetyczne, ADRTEX - tkanina ekranujaca.
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Zrédto: https://content.sciendo.com/view/journals/eces/26/4/article-p785.xml



